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奈米二氧化鈦粒子參考物質之量測與分析
本研究收集市面上之奈米二氧化鈦粒子，探討如何將奈米二氧化鈦粒子作為標準量測的參考物質，並選擇數種商業用之奈米二氧化鈦粒子進行量測與分析。藉由分析奈米二氧化鈦粒子之粒徑、形貌、pH值、成分、分散性及導電度等，選擇分散性良好、粒徑均勻之奈米二氧化鈦粒子作為參考物質，本研究採用掃描式電子顯微鏡量測商用奈米粒子之形貌、電遷移率分析法分析粒子粒徑、能量散布分析儀分析奈米粒子組成、pH量測儀與導電度儀量測粒子溶液之pH值與導電度。未來，會更進一步量測其他特性，如奈米粒子的表面能與毒性等。[image: image1.png]
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